
























专利名称(译) 超声波测量装置和超声波测量方法

公开(公告)号 US9585630 公开(公告)日 2017-03-07

申请号 US14/620899 申请日 2015-02-12

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 HYUGA TAKASHI

发明人 HYUGA, TAKASHI

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/08 A61B8/14

CPC分类号 A61B8/085 A61B8/0891 A61B8/5223 A61B8/0858 A61B8/14

优先权 2014036406 2014-02-27 JP

其他公开文献 US20150238163A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波测量设备检测通过超声波测量获取的B模式图像中的多个特征点。
针对每个测量帧重复执行特征点检测。然后，计算在时间上彼此相邻
（连续）的测量帧之间的每个特征点的位移矢量。然后，基于每个特征
点的位移矢量计算位移方向。检测位移方向线的交叉点作为血管的横截
面中心位置。
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